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1. Az aktiv Burgers vektorok meghatarozasa a foldkéreg mély rétegeiben
fekvo perovszkitokban

A foldkéregben mintegy 100 km-es mélységben fekvd természetes perovszkitok, amelyek
donto részben MgSiOs -bdl és kiillonbozd fémoxidokbdl dllnak, aktiv Burgers vektorainak
ismerete fontos feltétel a szimulacids modellek feldllitasdhoz. A Bayreuth-1 Eurdpai Geoldgiai
Kutaté Kézpontban 40 GPa nyomadson, 1400 °C hémérsékleten eldallitott MgSiOs
szobahOmérsékleten, atmoszférikus nyomdson olyan metastabil dllapotba keriil, amely
elektronsugar hatdsara spontdn amorfizalddik, ezért elktronmikroszképban nem vizsgéalhaté.
A mikroszerkezet, pontosabban a diszlokdcidszerkezet vizsgélatdra ezért a rontgen vonalprofil
analizis (RVPA) médszerét alkalmaztuk. Sikeriilt a vizsgdlandé mintan egyetlen, viszonylag
nagy krisztallit orintacigjat Laue felvételek segitségével meghatarozni. Az 1. dbran a mért
(sotét sziirkében megjelend) és a szamolt (vorossel jelolt) diffrakcids foltokat lathatjuk. Ezen
az orientdlt szemcsén mintegy 11 kiilonb6zd indexi reflexié vonalprofiljét sikeriilt megmérni.
Az egyes profilokhoz meghataroztuk a diszlokécids kontraszt faktorokat. A mért kontraszt
faktorokat osszevetettiik a krisztilyszerkezettel kompatibilis lehetséges diszlokaciok kontraszt
faktoraival. Ezzel a mddszerrel meghatarozzuk az aktiv Burgers vektorokat és csiszasi
rendszereket. Megallapitottuk, hogy magashOmérsékleten nagy nyomdason ugyanazok a
Burgers vektorok €s csiszasi rendszerek miikodnek, mint szobahdmérsékleti, egyensulyi
kortilmények kozott.
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1. abra Egyetlen, viszonylag nagy krisztallit orintidciéjanak Laue felvétele, ezek a sotétsziirke
diffrakcios foltok koziil a legerdsebbek. A vorossel jelolt kis foltok a szamolt diffrakcids
képet mutatjak. JOl lathat6 az er6s mért foltok és a szdmolt foltok j6 egyezése.
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2. dbra. Néhany tipikus diffrakcids intenzitdseloszlds logaritmikus intenzitds skdldn. A
szélesedés nem monoton novekedése jol megfigyelhetd az indexek mellett feltiintetett
K=2sin0/A értékek alapjan. Ez a viselkedés az u.n. deformdacids anizotrdpia, ami a Burgers
vektorok meghatdrozasat teszi lehetové.

[1] P. Cordier, T. Ungér, L. Zsoldos, G. Tichy: Dislocations creep in MgSiO3 perovskite
at conditions of the Earth's uppermost lower mantle, Nature, 428. 837-840 (2004)
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Structure and Crystallite-Size in Forsterite (Olivine) Deformed at 1400 oC by 11 GPa, Z.
Kristallogr. Suppl. 23 (2006) 135-140.

2. Térben heterogén diszlokacioszerkezet fluktuacidinak és korrelacidinak
meghatarozasa germaniumban

<123> tengely orintacidju Ge egykristalyokat deformaltunk 6sszenyoméssal 700 és 1000 K
kozotti homérsékleteken. Az igy deformdlt mintakban megmértiik a diszlokacidstriiség térbeli
fluktuécidjat a pasztazé mikrodiffrakcié modszerével, mintegy 0,1 mm helyfelbontdssal. A
kapott eredmények igen j6 korrelaciét mutatnak a TEM vizsgalatokkal.

[3] K. Nyilas, C. Dupas, T. Kruml, L. Zsoldos, T. Ungar, J.L. Martin: Dislocation
structures and mechanical behaviour of Ge single crystals deformed by compression, Mat.
Sci. Eng. A387-389. 25-28 (2004)

[4] T. Kruml, C. Dupas, K. Nyilas, L. Zsoldos, T. Ungar, J.L.. Martin, Proc. 25th Riso, Int.
Symp. on Materials Science, Edit. C. Gundlach et al., Riso National Lab. Roskilde, Denmark,
(2004) p.465.



3. NiAl emlékezo otvozet diszlokacioszerkezetének meghatarozasa az egyes
textara komponensekben

A deformacios anizotrdpia sikeresen hasznalhat6 a diszlokaciok csavar illetve €l jellegének
meghatirozasara, amennyiben a vizsgalt mintdban a Burgers vektor populdci6 egyenletes
eloszlasu vagy, ha a minta nem texturalt. Ilyen esetekben a kiillonb6z6 indexekhez tartozé
diszlokdacios kontraszt faktorok kozott a hkl indexek negyedrendii invaridnsai viszonylag
egyszeril korrelacidt teremtenek. Ez azt jelenti, hogy a teljes diffrakcids spektrum
racstorzuldsnak megfeleld része egyetlen u.n. deformaciés vonalprofillal adhaté meg és
deformadcids anizotropia miatti valtozé vonalszélesedés a hkl indexekkel korreldlt diszlokdcids
kontraszt faktorokkal skdlazhaté. Sokkal bonyolultabba vélik a helyzet, ha egyik feltétel sem
teljesiil, vagyis, amikor a kiilonboz6 krisztallitokban kiillonboz6 a Burgers vektorok
populécidja €s a minta jelentds mértékben texturalt. Ilyen kor ugyanis nem korrelaltak a
diszlokdacids kontraszt faktorok, a deformdacids anizotrépia nem skéldzhat6 a ikl indexek
negyedrendii invaridnsaival, s6t az egyes reflexiok kiilonb6z6 krisztallit populacoktol
szarmaznak. Ugyanakkor, felismerve ezeket a koriilményeket, mindezt ki is hasznédlhatjuk
abbol a célbol, hogy az egyes textira komponensekben kiilon-kiilon meghatdrozzuk az aktiv
Burgers vektorokat és a lokdlis diszlok4ciéstirtiséget. Osszenyomadssal deformalt, erdteljesen
texturalt, kétalkotos NiAl 6tvozet mintdkat vizsgaltunk a rontgen vonalprofil analizis
modszerével. Az 0sszenyomds irdnyaban [001], [011] és [111] textirdjd mintdkban
megmértiik az 6sszes elérhetd vonalprofilt. Az egyes vonalprofilokat az u.n. egyedi kontraszt
faktorok modszerével értékeltiik ki. Az egyedi kontraszt faktorokat felhasznaltuk a Burgers
vektor tipusok valamint a lokdlis diszlokacidstiriségek kisérletes meghatarozasahoz.
Megvizsgaltuk €s diszkutaltuk az u.n. kemény illetve puha orientacioju krisztallit populaciok
mechanikai tulajdonsagai és a lokdlis diszlokacidszerkezet kozotti kapcsolatokat.
Megallapitottuk, hogy a kiilonboz6 krisztallit populdcidk deformécid altal 1étrehozott sajit
energidi kozott 1ényegesen kisebb kiilonbségek vannak, mint azt a kordbbi fél-elméleti
megfontoldsok alapjan elvarnank.

[5] K. Nyilas, T. Ungar, W. Skrotzki, Dislocation densities in soft and hard oriented
grains of compressed NiAl polycrystals, Int. J. Mater. Sci., (2008) nyomdéban.

4. A reciprok térben atlapolé diffrakciéos maximumok interferenciajanak
hatasa a vonalszélesedésre

Alkali foldfémek fluoridjaibol kiilonb6zo szemcsméretii sorozatokat allitottunk el
goly6smalomban torténd Orléssel [6]. A krisztallitméretet valamint a deformacié sordn
keletkezd diszlokacioliriiséget a teljes diffrakcios spekrumok kiértékelésére kifejlesztett
Convolutional Multiple Whole Profile (CMWP) médszerrel [7] illetve numerikus eljarassal
hatdroztuk meg. A diffrakcids spektrumok kiértékelése soran feltlint, hogy a rovid illetve
hosszu ideig Orolt mintdk esetében a CMWP moddszer tokéletesen illeszkedd intenzités
profilokat szolgdltatott. Ennek egy tipikus péld4djat mutatja a 3. dbra. Ugyanakkor a kézepesen
hosszu ideig Orolt mintdk esetében, az amugy 12 vagy 15 Bragg reflexiobdl alld
spektrumoknak az els6 néhdny, 2 vagy 4, reflexidja szisztematikusan keskenyebb, mint az
illesztett, vagyis szamolt intenzitas profilok. Ennek egy tipikus példdjat mutatja a 4. dbra.
Mintegy masfél éven 4t értetleniil alltunk a jelenség eldtt, ami egyébként az ezzel kapcsolatos
munkankat is teljes mértékben megrekesztette. Egy 2004-es konferencian hallottuk Rafaja
el6addsat, amiben szerzd arrdl szamolt be, hogy epitaxidlisan ndvesztett polikristalyos



vékonyrétegben, amikor a szomszédos krisztallitok orientacios kiilonbségei kicsinyek, néhany
fokosak vagy ennél kisebbek €s a krisztallitok 4-5 nm -nél nem nagyobbak, az els6 néhany
Bragg reflexi6 kiszélesedése akar egy nagysdgrenddel is kisebb lehet, mint az a 4-5 nm-es
krisztallitméretnek megfelelne. A magyarazat (utélag) igen egyszerii: a szomszédos, kis
orientacio kiilonbségl krisztallitok reciprokracsai csak kismértékben vannak egymdshoz
képest elfordulva, amint ez az 5. dbréan lathatd. A kicsiny krisztallitméret miatt a diffrakcios
maximumok erdteljesen kiszélesednek €s az elsé néhdny maximum 4tfed, amint ez az 5. dbran
ugyancsak jol lathaté. Az atfedé maximumok jelentds mértékben megnovelik a szérds
koherencidjat, ami a megfelel6 Bragg reflexiok keskenyedéséhez vezet. Amint az atfedés a
magasabb indexi reflexidk esetében mar nem jon létre, igy ez az effektus megsziinik. Az
alkali foldfémek fluoridok esetében, az ionos kristdlyok kitiintetett orientdcidval tapadnak
egymashoz, ezzel egy lokélis textira alakul ki az amuigy por alakd mintdban. Ez teszi lehetové
a Rafaja altal észlelt effektus 1étrejottét ezekben a mintdkban. A hosszabb ideig 6rolt
mintdkban pedig 1étrejon egy olyan, egyébként jol ismert hatds, ami szerint a hosszui 6rolés
hatdséra koaleszcencia révén ismét megnd a krisztallit méret.
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3. dbra. 12 perces, rovid ideig 6rolt SrF, mért €s illesztett diffrakcids spektrumai.
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4. dbra 40 perces, kozepesen hosszu ideig 6rolt StF, mért és illesztett diffrakcids spektrumai.
Az dbran a spektrumoknak csak az elso részét tiintettiik fel, azért, hogy a mért €s illesztett
spektrumok kozotti kiillonbség jobban ldthat6 legyen.

5. édbra Két szomszédos kicsiny krisztallit reciprok rdcsdnak sematikus dbrédja. A két krisztallit
kozott 1-2 fokos kis orientacio kiillonbséget feltételeziink. Az 1-el illetve 2-vel jelolt
diffrakcios foltok atlapolnak, viszont a 3-al jeloltek mar nem.

[6] Ribarik, G., Audebrand, N., Palancher, H., Ungér, T., Louér, D., Dislocations and
crystallite size distributions in ball-milled nanocrystalline fluorides MF2 (M = Ca, Sr, Ba, Cd)
determined by X-ray diffraction-line-profile analysis, J. Appl. Cryst., (2005) 38, 912-926.

[7] G. Ribdrik, J. Gubicza, T. Ungar: Correlation between strength and microstructure of
ball-milled Al-Mg alloys determined by X-ray diffraction, Mat. Sci. Eng. A387-389. 343-
347 (2004)



5. Az aktiv Burgers-vektor populaciok dinamikajanak meghatarozasa
RVPA mérés alapjan eroteljesen deformalt Ti-ban

Az u.n. konyoksajtolds (equal channel angular pressing, ECAP) mddszerével erdteljesen
deformalt Ti mintdkban meghataroztuk a diszlokécidsiirliséget, valamint az aktiv cstiszasi
rendszereket [8,9]. Megéllapitottuk, hogy (i) a nagymértékli deformécidt kovetden dontéen
<a> és <c+a> tipusu diszlokécidk vannak jelen az anyagban és a <c> tipusu diszlokaciok
hényada elhanyagolhatéan kicsiny, (ii) a diszlokacié siiriiség eléri a 10'® m™ extrém nagy
értékeket és (iii) a krisztallit méret lecsokken 40-50 nm értékekig.

[8] I.C. Dragomir, D.S. Li, G.A. Castello-Branco, H. Garmestani,R.L. Snyder, G. Ribarik,
T. Ungér, Evolution of dislocation density and character in hot rolled titanium determined by
X-ray diffraction, Materials Characterization 55 (2005) 66-74.

[9] E. Schafler, K. Nyilas, S. Bernstorff , L. Zeipper, M. Zehetbauer, T. Ungar,
Microstructure of post deformed ECAP-Ti investigated by Multiple X-Ray Line Profile

Analysis, Z. Kristallogr. Suppl. 23 (2006) 129-134.

6. Az aktiv Burgers-vektor populaciok meghatarozasa Mg-ban

Maodszert dolgoztunk ki az aktiv Burgers vektor populdciok meghatdrozasara Mg-ban.
Kiilonboz6 homérsékleteken nytjtassal deformélt Mg -ban megéllapitottuk, hogy mintegy
100 °C deformdciés hdmérsékletig dontden <a> tipusi diszlokacidk vannak jelen. Magasabb
homérsékleteken jelentdsen megno a <c+a> tipusu diszlokaciok jelenléte, amint ez a 6. abran
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6. dbra Az aktiv Burgers vektor tipusok a deformaciés homérséklet fiiggvényében nyujtassal
deformalt Mg-ban.



[10] K. Mithis, K. Nyilas, A. Axt, I.D. Cernatescu, T. Ungar, P. Luka¢: The evolution of
non-basal dislocations as a function of deformation temperature in pure magnesium
determined by X-ray diffraction, Acta Mater. 52. 2889-2894 (2004)

7. Hatarrétegek mikroszerkezete nanokristalyos multirétegekben

Egymadsban semmilyen hdmérsékleten nem old6dd, magnetron porlasztdssal eldéllitott,
nanokristdlyos Cu—Nb multirétegben megallapitottuk, hogy a Kurdjumov-Sachs szabalyoknak
megfelelden epitaxidlisan illeszkedd Cu és Nb hatarrétegekben a Burgers vektorok
parhuzamosak a hatarréteg sikjaval és a diszlokaciostiriiség eléri az elméleti hatarértékeket
[11]. A 7. dbra sematikusan mutatja a multiréteg egy elemét és a Cu rétegben a Burgers
vektorokat a kiindulési valamint 100 % és 150 % hengerlés utéan.
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7. dbra A Cu-Nb multiréteg egy elemének sematikus rajza, tovdbba a Cu rétegben a Burgers
vektorok a kiinduldsi valamint 100 % €s 150 % hengerlést kovetden.

[11] K. Nyilas, A. Misra, T. Ungar: Micro-strains in cold rolled Cu—Nb nanolayered
composites determined by X-ray line profile analysis, Acta Mater. Acta Materialia 54 (2006)
751-755

8. Gyémant és SiC nanokompozitok mikroszerkezete

Kemény anyagok egyik perspektivikus véltozata a gyémant és SiC nanoporokbdl szinterelt
nanokompozit. Ezzel a célkitizéssel megvizsgéltuk az ilyen nanoporok szinterelésével
eldallitott anyagok mikroszerkezetét és a mikroszerkezeteket dsszevetettiik a mechanikai
tulajdonsagokkal. A mikroszerkezet vizsgalata kozben tovabb fejlesztettiik a rétegzodési
hibdk vonalprofilokra gyakorolt hatdsdnak elméletét is €s megvizsgaltuk az ikerhatarok
gyakorisagat a gyémant és SiC nanokompozitokban [12-17]. Megéllapitottuk tobbek kozott,
hogy a SiC krisztallitokban 4ltalaban lényegesen nagyobb a ikerhatér siirlis€g, mint a gyémant



krisztallitokban. Ezt mutatjak a 8. és 9. abrék, ahol 3 a RVPA dltal mért ikerhatar stirtiség
illetve gyakorisdg (8. dbra) és a 9. dbran ldthaté TEM kép, amelyen a sotétebb illetve
vildgosabb teriiletek rendre a SiC illetve gyémant krisztallitokhoz tartoznak.
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8. dbra A RVPA mddszerével meghatarozott ikerhatér stiriiség illetve gyakorisag, B3, a
szinterelés hdmérsékletének fiiggvényében

9. dbra Ikerhatarok a SiC (sotétebb teriilet) illetve gyémdnt (vildgosabb teriilet)
krisztallitokban.

[12] C. Pantea, J. Gubicza, T. Ungér, G.A. Voronin, N.H. Nam, T.W. Zerda: High pressure
effect on dislocation density in nano-size diamond crystals, Diamond and Related Materials,
13. 1753-1756 (2004)

[13] G.A. Voronin, T.W. Zerda, J. Gubicza, T. Ungdr, S. N. Dub: Properties of
nanostructured diamond — silicon carbide composites sintered by high-pressure infiltration
technique, J. Mater. Res. 19. 2703-2707 (2004)



[14] B. Palosz, E.Grzanka, C. Pantea, T. W. Zerda, J. Gubicza, T. Ungar: Microstructure of
nanocrystalline diamond powders studied by powder diffractometry, J. Appl. Phys. 97 (2005)
064316.

[15] J. Gubicza, T. Ungér, Y. Wang, G. Voronin, C. Pantea, T. W. Zerda: Microstructure of
diamond-SiC nanocomposites determined by X-ray line profile analysis, Diam. Relat. Mater.,
15 (2006) 1452 — 1456.

[16] J. Gubicza, S. Nauyoks, L. Balogh, J. Labar, T. W. Zerda, T. Ungér, Influence of
sintering temperature and pressure on crystallite size and lattice defect structure in
nanocrystalline SiC, J. Mater. Res. 22 (2007) 1314-1321.

[17] L. Balogh, S. Nauyoks, T. W. Zerda, C. Pantea, S. Stelmakh, B. Palosz, T. Ungir,
Structure of diamond-silicon carbide nanocomposites as a function of sintering temperature at
8 GPa, Mater. Sci. Eng. A, (2008) in the press.

9. Vakanciakoncentracié meghatarozasa erdésen alakitott fémekben

A diffrakcids spektrumokban a Bragg reflexiok alatt megjelend szort intenzitds vizsgalatabdl
meghatdroztuk az alakitds sordn a diszlokaciok dinamikus annihil4cidja sordn keletkezd
vakancidk illetve vakancia klaszterek slirtiségét. Megallapitottuk, hogy erdteljes alakitas soran
ez a vakancia koncentraci6 elérheti a olvadaspont kozeléhez tartozé egyensulyi vakancia
koncentraciét [18].

[18] T. Ungar, E. Schafler, P. Handk, S. Bernstorff, M. Zehetbauer, Vacancy production
during plastic deformation in copper determined by in-situ X-ray diffraction, Mater. Sci. Eng.
A, 462 (2007) 398—401.

10. A koherenciaméret fizikai jelentésének elméleti vizsgalata

A rontgen vonalprofil analizis dltal nyujtott egyik paraméter az u.n. koherensen szoré
domének dtmérdje, amit gyakran krisztallit méretnek is neveziink. Ez a méret sok esetben
egybevag, de sok esetben eltér az elektronmikroszkdpban megfigyelhetd megfeleld
méretektdl. Elméleti vizsgélatok alapjan megallapitottuk, hogy a rontgen diffrakci
koherencidja nem csak akkor sziinik meg, ha a szomszédos tartomanyok kozott orientacio
kiilonbség van, hanem akkor is, ha ezeket a tartomanyokat olyan dipdl jellegti diszlokaci6 fal
vdlasztja el egymastdl, amely nem okoz orientacio kiilonbséget. Megallapitottuk, hogy ilyen
esetekben a diszlokéci6 fal dltal elvalasztott tartomanyokban a kristalysikok egymashoz
képest eltolédnak. Ez az eltolddas egy fazistoldst eredményez a szort hullamok kozott, ami
ugyanakkor random eloszldsu az egész besugéarzott térfogatban. Végeredményben a szords
csak a diszlok4ci6 falakkal elvélasztott tartomdnyokon beliil marad koherens. A diszlokécié
falakkal elvélasztott tartoméanyok, illetve a kicsiny orient4cié kiillonbséggel illeszkedd
tartomanyok az u.n. szubszemcsék. Ezzel megmutattuk, hogy a rontgenes domén atméro a
metallografiai szubszemcse atmérdnek felel meg. Ezt az eredményt a kisérletek is igen jol
aldtdmasztjak [19-21].

[19] T. Ungar: Microstructure Parameters from X-ray Diffraction Peak Broadening, Scripta
Mater. 51. 777-781 (2004)



[20] T. Ungar, Subgrain Size-Distributions, Dislocation Structures, Stacking- and Twin
Faults and Vacancy Concentrations in SPD Materials Determined by X-ray Line Profile
Analysis, Mater. Sci. Forum, 503-504 (2005) 133-140.

[21] T. Ungar, G. Tichy, J. Gubicza and R. J. Hellmig, Correlation between subgrains and
coherently-scattering-domains, J. Powder Diffraction, 20 (2005) 366-375.

11. A rétegzodési hibak vonalprofilokra gyakorolt hatasanak elméleti
vizsgalata

A diszlokaciok mellett gyakran el6fordulnak rétegzodési hibak illetve ikerhatarok. Elméleti
eredményekre alapozott numerikus eljarasokkal szisztematikusan megvizsgéltuk a rétegzodési
hibdk illetve ikerhatdrok hatdsat a rontgen diffraktogrammokra fcc szerkezetli anyagokban. A
kapott eredmények alapjan kiegészitettiik az eddigi numerikus moédszereinket a rétegzddési
hibdk és a diszlokacio szerkezet egyidejli vizsgélata céljabol. Megmutattuk, hogy
nanokristélyos illetve szubmikrom szemcseméretii Cu anyagokban az ikerképzddés akkor
valik a deforméciés mechanizmus szempontjabdl jelentdssé, ha a krisztallitméret, illetve a
szubszemcse méret kisebb, mintegy 40-50 nm [22-24].

Az fcc szerkezetli anyagokon elért eredmények alapjan megvizsgéltuk a rétegzodési hibdk
illetve ikerhatdrok hatdsat hexagonalis szerkezetli hcp anyagok rontgen diffraktogramjaira
[25]. Ezek a kutatdsaink jelenleg még kezdeti stddiumban vannak, jelenleg is dolgozunk mind
az elméleti mind a kisérleti jellegli kérdések megoldasén.

[22] L. Balogh, G. Ribarik and T. Ungar, Stacking Faults and Twin Boundaries in fcc
Crystals Determined by X-ray Diffraction Profile Analysis, J. Appl. Phys. 100, 023512 (2006)

[23] T. Ungar, L. Balogh, Y. T. Zhu, Z. Horita, C. Xu and T. G. Langdon, Using X-ray
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12. Egykristaly diffrakcio polikristalyban

A Grenoble-i ESRF szinkrotron mellett mintegy 20 wm nyaldbkeresztmetszet felhasznédlasaval
a pasztdz6 mikrodiffrakcié médszerével meghataroztuk az aktiv Burges vektor tipusokat
valamint a diszlokacidstirtiséget hengerléssel eldallitott polikristalyos Zr egyes
krisztallitjaiban. 11 kiilonall6 krisztallitban meghataroztuk az aktiv Burges vektor tipusokat és
a diszlokacidstirtiséget, amit a 10 dbra mutat. Elsdsorban a kisérlet rendkiviil bonyolult és
nehézkes, ezért az elso kisérletet nem kovette tobb probdlkozas. Mindazonéltal a hcp



szerkezetli kristdlyok mikroszerkezetének valamelyest is informativ meghatarozdsahoz
sziikség van az egykristaly tipusu diffrakcidra. Az itt elvégzett és [25]-ben leirt kisérletek és
hozzajuk kapcsolddo elmélet igen tanulsdgos a téma szempontjabdl. A tovdbbiakban azonban
egy gyokeresen mas elveken nyugvo kisérleti modszert és eljarast kivanunk kidolgozni és
alkalmazni hcp szerkezetli anyagok mikroszerkezetének vizsgalatara. Ez viszont mdr tilmutat
a jelen OTKA projekt keretein.
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10. abra Az aktiv Burges vektor tipusok a diszlokdcidsiirliség fiiggvényében feltiintetve.
Minden egyes adat-hdrmas (nyitott hiromszog-négyzet-kor) egy-egy 6nallo krisztallithoz
tartozik.

[26] T. Ungar, O. Castelnau, G. Ribarik, M. Drakopoulos, J.L. Béchade, T. Chauveau, A.
Snigirev, I. Snigireva, C. Schroer and B. Bacroix, Grain to grain slip activity in plastically
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13. A hémérsékleti anomalia és a diszlokacioszerkezet kapcsolatanak
meghatarozasa képlékenyen alakitott Niz;Al egykristalyokban

Osszenyomadssal deformalt, NizAl fémkozi vegyiilet egykristalyokat vizsgéltunk a rontgen
vonalprofil analizis mdédszerével. A mérések jelenleg még folyamatban vannak. Az
eredmények publikéldsa a kozeljovében varhato.



